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内容概要

内容提要
本书介绍了晶体学和X射线衍射基本原理，现代衍射仪设备
及实验技术，国内外厂家新近生产的衍射仪产品，以及常用X射
线衍射方法等。

编写时力求介绍国内外新的技术、方法、设备及其发展，也着
眼于X射线衍射技术的实际应用与推广、普及。

本书除适合于X射线衍射技术应用工作者使用外，还适合于
金属物理、金属学、材料、冶金、机械、地质、矿物、陶瓷、建材、化工、
汽车、纺织、铁路、硅酸盐、环保、药物、耐火材料、高分子材料、考
古、电子陶瓷等专业有关工程、科技人员和大专院校有关专业师生
参考。
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